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IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/20/A/109 “Planara lauka
emisijas mikrotriodes struktiira” paveikto laika posma 01.08.2021.-30.09.2021.

1) Turpinata projekta 2. aktivitates “Mikrotriodes struktiiras izgatavoSana”
istenoSana, kuras ietvaros partnera “ALFA RPAR” riciba esosa planara mikroelektronikas
ieriCu izgatavo$anas tehnologija tika pielagota mikrotriodes struktiiru izgatavoSanai.

Aktivitates ietvaros tika gatavotas testa mikrotriodes struktiiras un to slanu pavadosie
paraugi, kuru ipasibas tika raksturotas projekta 3. aktivitate. Mikrotriodes struktiiru elektronus
emitgjosSos slanus gatavoja no W un WB; materialiem, jo Siem materialiem ir augsta termiska
stabilitate un zems elektronu izejas darbs.

2) Projekta 3.aktivitates ‘“Mikrotriodes struktiiras raksturo$ana” ietvaros tika
raksturotas mikrotriodes strukttiru un to slanu pavadoso paraugu Tpasibas.

Turpinata lauka emisijas stravas mérisana no izgatavotam testa mikrotriodes strukttiram
un pielagota mérisanas metodika.

Tika mérita fotoelektronu emisija no mikrotriodes struktiiras elektronu emitgjosiem W
un WB: slaniem ar mérki novertet So slanu fotoelektronu izejas darbu.

Tika mérits elementu sastavs uz mikrotriodes W un WB: slanu virsmam, izmantojot
lidojuma laika sekundaro jonu masas spektrometrijas (Tof-SIMS) metodi. Analizéta W un WB>
slanu uzputinasanas kvalitate, vertgjot iesp€jamus piemaisijumus slanos, ka ari W un B
elementu sadalfjuma vienmérigumu uz slanu virsmas.

Tika veikti rentgendifrakcijas meérijumi (XRD) uz Si un Si/SiO2 pamatném
uzputinatiem W nanoslaniem (1. attéls).
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1. attéls. Uz Si pamatnes uzputinata W nanoslana (uzputinasanas laiks 20 min)
XRD meérijumi: (a) parauga fotografija, kur uz Si pamatnes ir uzputinatas W nanoslana
stripas; (b) XRD mérijjumu rezultati.
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